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Molecular Imaging Pico Plus

RESUMEN
CATEGORIA Microscopio de Fuerza Atémica y Efecto Tdnel.
TECNICAS
" AFM.
" ST™
RESPONSABLES Consuelo Cerrillos.
LOCALIZACION Edificio CITIUS, Planta Baja, Ala Izquierda.

CARACTERISTICAS TECNICAS

®  Escaneres disponibles:
o Para AFM: Dos escéneres con laser de baja coherencia de 670nm y
con areas de barrido de:
100 umenxyy7.5umenz
10 pmenxyy 2.1 pmenz
o Para STM: Un escéner con &rea de barrido:
lpumenxyy0.731 umenz

®  Detector: Sensor de reflexion de laser (AFM) y Conversor Intensidad-Voltaje (STM).
®  Celda para liquidos con capacidad de 500pl.

® Camara ambiental para medidas en atmdsfera inerte.

®  Peltier para medidas con temperatura.

®  Modos de trabajo para AFM: Contacto y Contacto intermitente (modo acustico y “MAC
mode” para excitacion magnética de la punta).

®  Medidas:
o Topografia en 3D
Dominios magnéticos (MFM)
Curvas de Fuerza
Medidas eléctricas:
o0 Dominios eléctricos (EFM),
o Conductividad (CS-AFM),
0 Potenciales superficiales (KFM), incluida las medidas de capacitancia
o Espectroscopia |-V
0 STM electroquimico con bipotenciostato
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Software disponible: Picoview 1.14 con capacidad de célculo de rugosidades,
representacion 3D, edicion de perfiles con medicion de alturas, nivelacion de superficie.

Manuales: N9410-90001 Agilent 5500SPM User's Guide y KFM User's Guide
disponibles en la sala del microscopio.



